    我最近在测试一款贵公司的一款AD芯片，第一次使用，SFDR比较差，问题如下：
首次使用TI公司ADS5407的芯片，带宽500MHz，输入频率275MHz~475MHz，但是测量该ad芯片的SFDR（无杂散动态范围）比较差，只有40~50dbc，而官方手册上描述的SFDR在70dbc以上，我们做了以下措施：
修改了时钟输入端的匹配网络，前期ADS5407时钟输入信号特别差，如下图所示：

修改端接匹配后，用示波器测量ADS5407输入端时钟下图所示：波形已经比较完美。此时时钟VPP为1.2V，500MHZ.手册上推荐时钟VPP为2.0V,后期调整了时钟摆幅大概在0.8V~1.5V之间，都试过，对于杂散并没有什么改善。


测试了ADS5407输入280.25MHz中频信号的波形，也比较完美，并用信号分析仪看了频域特性，都比较好。该中频输入如下图所示。所选用的时钟与中频的信号产生器在以往的项目中使用过（测试ADS5463，指标没问题，同样的信号在ADS5463中杂散大概在60dbc以上）。所以我觉得实验设备这一块问题应该也可以排除掉。


调节内部寄存器，开启偏置和增益自动校正，能够将直流偏置校准，但是SFDR指标没有明显的提高（约提高了1~2dbc），用matlab分析采集的ad数据的SFDR，如下图：

测试的过程中发现，一个芯片的两路ad，SFDR也不一致，某些频点（如281.25MHz频点的SFDR约为50dbc，312.5MHz频点的SFDR约为44dbc）。
image4.jpeg
(disabled first via SP| register write
{D and x3E. All three registers mus

Toggle (0xFFF => 0x000)
0xBFFC





image1.jpeg




image2.jpeg




image3.jpeg
»
! 20,0 Gsa/s | (1.00 kpts
.00 orz) @117 mv

omv/ -7 _|@8
i
| T
|
| |
. i - P -s
f B mw |
. |
S S ) I " e v |
e L | - I I S,
S e | I ESSRE ER g Rei |
...... 1 B A S Ly
e 2 A 3 ~ - ih 227V |
v
D et ___S0n |
|

5000 ADOmS 300

1.00 na/ _J10.08





